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1. Динамічні ефекти асиметрії залежностей інтегральної інтенсивності розсіяння у кристалах з дефектами від
умов дифракції

2. The dynamical effects of asymmetry of dependencies on diffraction conditions of integral scattering intensities
in crystals with defects

Реферат:
1. В дисертації побудовано динамічну модель фактору асиметрії повних інтегральних інтенсивностей (ПІІ)
для відбиттів різних знаків у випадку Лауе-дифракції із врахуванням внеску дифузної складової ПІІ. На цій
основі створено новий метод діагностики мікродефектів. Вперше експериментально встановлено асиметрію
азимутальної залежності нормованої ПІІ монокристалу з дефектами у випадку дифракції за Бреггом, яка
обумовлена динамічним ефектом впливу повного дифракційного відбиття на дифузне розсіяння. На основі
встановлених та описаних з врахуванням дифузного розсіяння ефектів асиметрії вказаних залежностей ПІІ
від умов динамічної дифракції створено комбіновані методи інтегральної рентгенодифракційної діагностики
декількох типів дефектів, одночасно присутніх у кристалах, засновані на спільній обробці
експериментальних даних, одержаних за різних умов динамічної дифракції.



2. There are next ones presented in dissertation. The dynamical model of asymmetry factor of total integral
intensities (TII) for different signs of reflections in the case of Laue-diffraction with taking into account
contribution of diffuse component of TII is created. On this base the new method of microdefects’ diagnostic is
developed. Asymmetry of azimuthal dependences of normalized TII in monocrystal with defects in the case of
Bragg-diffraction, which (asymmetry) is affected by dynamical effect of total diffraction reflection’ influence into
diffuse scattering is experimentally established for the first time. On the base of founded and described with taking
into account diffuse scattering asymmetry effects of mentioned TII dependencies from dynamical diffraction
conditions combined integral X-ray diagnostics methods of different types of defects presented in crystals
simultaneously, which are based on joint experimental results’ treatment obtained from different dynamical
diffraction’ conditions.
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